


































专利名称(译) 液晶面板，显示装置，识别标记检测装置，检测显示系统，TFT阵列修复装置和识别标记检测方法

公开(公告)号 US6597427 公开(公告)日 2003-07-22

申请号 US09/608111 申请日 2000-06-30

[标]申请(专利权)人(译) 国际商业机器公司

申请(专利权)人(译) 国际商业机器公司

当前申请(专利权)人(译) 友达光电股份有限公司

[标]发明人 KATSU YOSHIHIRO
YAMASHITA HIROSHI
KIMURA YASUHIRO
TSUJI SATOSHI

发明人 KATSU, YOSHIHIRO
YAMASHITA, HIROSHI
KIMURA, YASUHIRO
TSUJI, SATOSHI

IPC分类号 G02F1/133 G02F1/13 G02F1/1362 G06F3/033 G06F3/041 G02F1/136 G02F1/1368 G06F3/03

CPC分类号 G02F1/13338 G02F1/136259 G06F3/0317 G06F3/03545 G06F3/0321

优先权 1999191894 1999-07-06 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

在液晶TFT阵列基板的每个像素区域41中，形成ITO透明电极43，栅极线
48，数据线46，TFT有源器件45，识别标记50等。通过在栅极线48上形
成由银制成的条形码来提供识别标记50.由于识别标记50形成在像素区域
41内，因此可以确定地识别待修复的晶体管，例如，通过检测识别。在
TFT阵列基板的修复处理中标记。此外，在使用激光笔在屏幕上输入图
形和字符的信息处理设备中，通过从激光笔检测到的识别标记指定像素
区域的位置，可以精确地指定激光笔的轨迹，并且可以仔细识别数字和
字符输入。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/3a8733cc-81a5-4054-be41-70358e7c0287
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/016282228/publication/US6597427B1?q=US6597427B1
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6597427.PN.&OS=PN/6597427&RS=PN/6597427

